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Descricao: Azulejo de faianga do pavimento da Casa de Pilatos
em Sevilha.

Amostras: Secc¢ao polida em depoésito no Museu Nacional do
Azulejo em Lisboa.
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Caracterizagio Morfolégica: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA

Equipamento: Microscopio o6tico Leica DM2500 M com camara acoplada Leica MC170 HD.

HERCULES PATRIMONIO voltar ao indice




AVAUNNEYA Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 9.1mm x250 BSECOMP 40Pa 200um 20.0kV 9.1mm x400 BSECOMP 40Pa 100um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




AV ASPA Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 9.1mm x900 BSECOMP 40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

T T T T T T
5 10 15

o AzuRe192 EDS Vidrado.xs

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe192/AzuRe192_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO - INCLUSAO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

T T T T T T T T T T
5 10 15

- AzuRe192 EDS Vidradolnclusio xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe192/AzuRe192_EspectroEDS_VidradoInclusão.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AMARELO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe192/AzuRe192_EspectroEDS_Amarelo.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe192/AzuRe192_EspectroEDS_Inclusão1.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO
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AzuRe192 EDS Inclusdo2.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe192/AzuRe192_EspectroEDS_Inclusão2.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO
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AzuRe192 EDS Inclusdo3.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe192/AzuRe192_EspectroEDS_Inclusão3.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*
AreaAnalisada Na Mg Al Si K Ca Fe Zn Sn Sb Pb

1,88 1,08 296 33,04 407 231 072 1,03 764 - 4527
wdradobranco
‘ - 1595 48,09 14,85 1,00 - - 16,50
V|drado mclusao
%ﬁ"i
"- 003 089 058 25 030 - 077 239 - 3727 5527

plgmento amarelo

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra,
ndo considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*
Area Analisada Na Mg Al Si P K Ca Fe Cu Zr Sn Pb

084 0,78 19 2267 - 0,79 243 19 - 6858 - -

chacota - inclusao

- 479 819 2965 093 - 681 370 963 - 21,79 14,51

chacota - inclusao

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra,
ndo considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

